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When a KCl single crystal is grown rapidly from the melt， the crystal 
cleaves spontaneously into fragments and various step lines are observed 
on the surfaces. The present paper deals with the line patterns on the 
cleaved surfaces on the crystal grown by the cooling rate O..5rv2K/min.， • 
and the fol10wing results are obtained: (1) Line patterns.are roughly 
c1assified into four types the type N without lines， and the types A， 
B and C with 1ines. 1n the latter three types， the lines are distributed 
radiately from a point lying in final， initial and mediate crystalized 
regions respectively. (2) These types appear in turn according to the 
increase of cooling rate or disorder of lattice arrangement. (J) The 
lines in the type A lie mainly along the growth direction， and those in 
C along the stress one. Then it is concluded that the pattern is a rough 
and visual measure of the macroscopic disorder of lat.tice arrangement at 

















スペクトル中の不純物による吸収量から原子的欠陥の量が記述 される 5)。中尺度では， X線Laue写真
上のはん点の拡がりから格子の乱れを議論出来る 6)。また融液を冷却固化する時の冷却速度によって
単結晶や多結晶になる事から，肉眼による結晶の良否，すなわち内部欠陥の多少を議論し得る。
なお，肉眼的現象は微視的な研究にも有効である。例えば，急、冷(冷却速度 :2.5-8 K/m i n.)して
作った単結晶は，自然へき開して多くの小片に分割される。我々はこの場合について結晶片の最大辺
長 dmaxが冷却速度の自乗に逆比例して変化し dmaxが乱れの程度の目安になる事を報告したり。







統性がある 7)0 (a2)結晶のLaueはん点の拡がりを調べた結果， ステ ップ線がく100>方向に沿 った所で
は格子配置の乱れが小さく， <100>方向からはずれると乱れが大きい 6)0 (a3)特に簡単な}I'ig. 1 a) 
のステ ップ線の模様 (A型と呼ぶ)が得られた場合について結晶中の不純物Pb2十による272mμ吸収の
(0) A-type (b) B-type (c) C -type 










変わる o またS8の線群では上記の(bl)，(b2) は成立しないが， (ba)は成立する。
(C) 上記SA，S8の両者について成立する性質(b3)を詳しく観察すると，線の局所的なみかけの形状，
乱れ及び線の方向の関係を，我々は「乱れ指数 Jを導入して記述した o 特に乱れを正弦波近似した時

































































Fig 1に示す放射状線群の A型 B型 c型と順次移
行し，太い線の有無と集中点の位置が異なっている o
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(3) 今回の線群模様の変化を上記両区分から眺めると，特に中尺度欠陥体におけるXcry'Xpt ，Xth 
の相対的な有効性が冷却速度によってかなり異なる事を容易に判別し得る。
何) いま各種欠陥体の明瞭さを肉眼判定によって 3段階に区分し，見えやすいものから順に指数R









陥がかなり集団性をもつが， なお {10 O}面上に正しく配置
されない状況，すなわち中間的な成長速度に限られる事と
N A 
Type of patterns 
Fig.4 The variation of R-facter 


































(3) 代表的な 3種の線群の生成は (2)で説明されるが，実際の線群は上記線群の組み合せであり，
これら線群を定量的に特徴づ、ける方法として，応力により生じたステップ線を応力方向に対する冷却
方向あるいはく100>方向の各方向の効呆を2つの指数を導入して良好な結果を得た。








A = 4. trg ( 01-02， 7r) 




αi = 4. tr g ((Ji ' ~ 
A = (al + α2 )/2 








あるいは4θln( Ao/ A )で記述出来る事を述べた o
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